Section Laboratoires - Convention n° 1266

AVENANT N° 20 A L’ATTESTATION D’ACCREDITATION

Le Cofrac atteste que V'organisme ci-dessous désigne .

NOM : TIS METROLOGIE
Adresse : Parc d'Affaires SILIC

8, rue de I'Estérel

BP 30441

94593 RUNGIS CEDEX

est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEl 17025 version 2005 pour ses laboratoires, sites et
périmétres d'accréditation précisément définis dans les annexes technigues suivantes :

» Annexe technigue n° 1 : site de Toulouse, accréditation n° 2-1576, Electricité-Magnetisme,
prenant effet fe : 15/04/2008

s Annexe technique n° 2 : site de Toulouse, accréditation n® 2-1577, Temps-Fréquence
prenant effet le : 15/04/2008

= Annexe technique n° 3 . site de Cuers, accréditation n® 2-1579, Electricité-Magnétisme
prenant effet le . 15/09/2007

» Annexe technique n°® 4 : site de Toulouse, accréditation n® 2-1668, Temperature
prenant effet le : 15/04/2008

e Annexe technique n® 7 : site de Toulouse, accréditation n® 1-1763, Caractérisation des enceintes climatiques
prenant effet le * 15/08/2006

» Annexe technique n° 5 : site de Gigres, accréditation n® 2-1669, Electricite-Magnétisme
prenant effef le . 01/03/2008

o Annexe technique n® 6 . site de Giéres, accréditation n® 2-1670, Temps-Freguence
prenant effef le . 01/03/2008

o Annexe technique n° 8 : site de Bordeaux, accréditation n® 2-1820, Electricité-Magnetisme
prenant effet le - 15/09/2007

s Annexe technigue n° 9 . site de Rennes, accréditation n® 2-1821, Electricité-Magnétisme
prenant effet le . 15/09/2007

o Annexe technique n® 10 ; site de Rennes, accréditation n® 2-1822, Temps-Fréquence
prenant effet le  15/08/2007

= Annexe technique n° 11 : site de Rungis, accréditation n® 2-1823, Electricité-Magnetisme
prenant effef le - 15/09/2007

o Annexe technique n° 12 : site de Rungis, accréditation n® 2-1824, Temps-Frequence
prenant effet le . 15/09/2007

Cette accréditation est la preuve de la compétence technique du laboratoire pour les activités
susmentionnées et du bon fonctionnement dans ce laboratoire d'un systéme de management de la qualité
adapté (cf communiqué conjoint ISO / {LAC / 1AF du 18 juin 2005).

La présente attestation est valable du 15 avril 2008 au 31 janvier 2009.

Fait a Paris, le 14 avril 2008

Pour le Dékee_gi{{@énéral du Cofrac, le Responsable de Pole
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Cetle attestation et ses annexes techniques pourront faire I'objet de modifications par avenant de la part du Cofrac

Cet avenant annute et remplace tout avenant antérieur remis, @ compter de la date de début de validité mentionnee ci-dessus
Les attesiations. annexes technigues et avenants périmés doivent étre conservés conformément aux dispositions d'archivage
de l'organisme et dans le respect des exigences légales,

LAB Form 15 — Reévision 06 — Mai 2006 Page 11



TIS METROLOGIE

23, avenue Jean-Frangois Champollion
ETALONNAGE 31100 TOULOUSE

est accrédité
Is accredited

par la section LABORATOIRES
by LABORATORIES section

selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 et les régles d’application du Cofrac
sous le numéro 2-1576
in compliance with ISO/IEC 17025 standard and Cofrac rules of application
under n°®

2-1576

Pour : des activités d’étalonnage
For : calibration activities

Les activités couvertes et la validité de I'accréditation sont précisées dans la ou les
attestation(s) en vigueur qui lui a (ont) été délivrée(s).
The activities covered and the validity of accreditation are stipulated in the accreditation
certificate(s) in force which has (have) been issued with it.

Durant cette période, I'organisme s’engage a respecter
a tout moment les exigences de I'accréditation.
During this period, the organisation undertakes to abide
at all times by the requirements of accreditation.

Le Directeur Général
Managing Director

i
e

Daniel Pierre \




Section Laboratoires — Accréditation n° 2-1576

ANNEXE TECHNIQUE N° 1

a l'attestation d'accréditation {convention n° 1266)
Norme NF EN ISO/CEI 17025 v2005

L'entité juridigue ci-dessous designée .

NOW : TIS Métrologie
Adresse :  Parc d'Affaires Silic

8, rue de I'Esterel

BP 30441

94593 RUNGIS CEDEX

est accreditée par le Cofrac — Section Laboratoires — pour son ou ses laboratoire(s), site(s) et
unité(s) technique(s) suivant(s) :

SITE CONCERNE |Nom: TIS Métrologie
23, avenue Jean-Francois CHAMPOLLION
31100 TOULOUSE

Unité technique : Laboratoire d'étalonnage
L'accréditation est accordée selon le périmetre suivant : Electricité-Magnétisme

Elle porte sur les étalonnage suivanis :

CF. tableaux pages suivantes.

Date de prise d'effet : 26 juillet 2007 Les incertitudes élargies sont égales a deux fois les incertitudes-
types composées
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Section Laboratoires — Accréditation n® 2-1576

DIFFERENCE DE POTENTIEL

Fréquence Domaine de mesure Incertitude Méthodes et moyens
absolue mis en oeuvre
ova 10V (2,5.10°U + 1 uV) | Mesure potentiometrique
courant 10V a 100V (2,510°U+  15pVv) Comparaison a une
100V a 1kV (2,5.10°U + 150 pV) | référence Zener
continu 1,018V = 2,5 1V Comparaison & un étaion
10V H 20 uvV de réference (pile, Zener)
40 Hza 10kHz 10mV a 250 mV 0,10 mV Mesure directe avec un
10 kHz a 100 kHz 0,24 mV voltmetre différentiel
40Hza 100kHz |250mV.a 1V 8.10°.U Mesure par fransposition
40Hza b50kHz 1Va 10V 1,3.10%U thermigue
50 kHz & 100 kHz 8.10°.U
40 Hza 50kHz IOV a 5V 1,3 10°.U
50 kHz & 100 kHz 1,5.10%.U
40Hza 50kHz 50V a 100v 8.10™.U
50 kHz a 100 kHz 1,5.10%.U
40Hza 10kHz 100V a 300V 910°U
i0kHza 50kHz 1,6.10".U
50 kHz a 100 kHz 3,4.10°.U
40Hza 10kHz | 300Va 500V 12.10" U
10kHza 50kHz 1610%U
50 kHz & 100 kHz 3,4.10" U
40Hza 10kHz | 500V a tkv 1,2.10"U
10kHza 50kHz 1,6.10".U
100 kHz a 500 MHz! 10mV a 10V 2107 U Etalonnage de générateur
500 MHz a 700 MHz 3.10%U avec un millivoltmetre étalon
700 MHz & 1GHz 4.10%U
100kHz & tMHz | 10mV & 10V (2.107 + 12I'x).U |Etalonnage de voltmetres
1 MHz a 250 MHz| 10mV a 2V (3.1 0%+12. I'x).U |par substitution avec un
250 MHz a4 500 MHz | 10mV & 1,8V (3.10% + 1,2 ' x.U |millivoltmetre étalon
500 MHz & 700 MHz (3,5.10%+ 1,2 I'x).U
700 MHza 1GHz (4.10%+1,2. Ix).U

E Valeurs ponctuelles
I'x est le module du facteur de réflexion de 'ensemble du Té et de |a charge associés au voltmetre
U est la valeur de la tension exprimée en unités légales

Date de prise d'effet ; 26 juillet 2007

types composees

Les incerlitudes élargies sont égales a deux fois les inceritudes- 1
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Section Laboratoires — Accréditation n® 2-1576

INTENSITE DE COURANT ELECTRIQUE

Frequence Domaine de mesure Incertitude Méthodes et moyens
absolue mis en oeuvre
courant 100nAa 10mA (4.10°1 + 200 pA) Mesure de tensions atix
10mAa 22A 6.10°1 bornes d'une résistance
continu 22A a 20A 31071 étalon

TmA a 10mA (2.10%1+ 1 pA) Shunts étalons
10mA a 100 mA (2.107% 1+ 10 pA) Transposition thermique
60 Hza 400Hz (100 mA a 1A 3.107 1
TAa 22A 4101
22A a 20 A (5.10%1+ 5mA)

| est la valeur de l'intensité de courant electrique exprimée en unités légales

RESISTANCE ELECTRIQUE
Etalonnage de résistances :

Fréguence Domaine de mesure Incertitude Méthodes et moyens
absolue mis en ogeuvre
R < 10mQ (1.10° R+ 0,5 pQ) |Mesure par comparaison
courant 10mQa 100 (510° R+ 1pQ) |aune résistance étalon
continu 10Q a 1MQ 3.10°R Etalonnage au moyen d'un
TMQ a 10MQ (1,066.10" R - 680 Q) | pont de mesure étalon

Etalonnage de pont de mesure de résistance .

Fréguence Domaine de mesure Incertitude Methodes et moyens
absolue s en oeuvre
10QH 53 pQ Etalonnage au moyen de
10Q ¢ 0,17 mQ résistances étalons
courant 100 Q 1,7 mQ
1T kO E 17 mQ
continu 10 kO E 0,16 Q
100 kQ ¢ 180
TMQ 16
10 M() B 300 Q

R est la valeur de la résistance électrique exprimée en unités légales.

Date de prise d'effet : 26 juillet 2007 Les incertitudes élargies sont égales a deux fois les incertitudes-
types composesgs
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Section Laboratoires — Accréditation n°2-1670

ANNEXE TECHNIQUE N

a |'attestation d'accréditation (convention n°1266 )
Norme NF EN ISO/CEI 17025 v2005

L'entité juridique ci-dessous désignée :

NOM : TIS Métrologie
Adresse : Parc d'Affaires Silic
8, rue de I'Estérel
BP 30441
94593 RUNGIS CEDEX

est accréditée par le Cofrac — Section Laboratoires — pour son ou ses laboratoire(s), site(s) et
unité(s) technique(s) suivant(s) :

SITE CONCERNE |Nom: TIS Métrologie
5, allée de Bethléem
38610 GIERES

Unité technique : Laboratoire d'étalonnage
L'accréditation est accordée selon le périmétre suivant : Temps-Fréquence

Elle porte sur les étalonnages suivants :

Cf. tableaux pages suivantes

Fait a Paris, le 21 février 2008

Le Responsable d'accréditation, Laurent JULLIARD

Date de prise d'effet : 1 * mars 2008 Les incertitudes élargies sont égales a deux fois les incertitudes-
types composées
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Section Laboratoires — Accréditation n°2-1670

ETALONNAGE EN TEMPS-FREQUENCE

L'exactitude de la fréquence de référence est de : 1,5.10™*" par comparaison & UTC(OP) au moyen d’un
récepteur GPS SYREF (réception de repéres communs de temps et leur datation simultanée a
I'Observatoire de Besangon).

PORTEE FLEXIBLE :

Méthode d'étalonnage (**)
Objet soumis a (norme, méthode
N° étalonnage Mesurande développée par le
Instrument de mesure (*) laboratoire, méthode
publiée)
1 Frégquencemeétres - Pilotes - Fréquence en valeurs I\/Iletpc?de par cgmp,a;r,alson a
Oscillateurs - Générateurs ponctuelles afrequence de reference
locale
Fréquencemetres — . L
o R Fréquence (période)
Périodemetres - . :
2 L. ; guelconque dans un domaine Mesure directe
Générateurs - Oscillateurs - .
: continu
Oscilloscopes
Frégquencemetres —
q R Intervalle de temps quelconque :
3 Intervallometres - . . Mesure directe
N dans un domaine continu
Chronometres

(*) Le laboratoire détient une liste détaillée des instruments de mesure susceptibles d’étre étalonnés.

(**) Le laboratoire peut employer d’autres méthodes (équivalentes en terme de principe) a condition de
dégrader les incertitudes d’étalonnage mentionnées dans les tableaux de la portée détaillée ci-dessous.

Date de prise d'effet : 1 * mars 2008 Les incertitudes élargies sont égales a deux fois les incertitudes-
types composées
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Section Laboratoires — Accréditation n°2-1670

PORTEE DETAILLEE :

LIGNE 1 : MESURE DE FREQUENCE (valeurs ponctuelles)

Domaine de mesure

Temps de mesure

Incertitude élargie

Moyens mis en ceuvre

(k=2)
1 MHz
2 MHz 10s 1,5.10™" Etalon a Rubidium,
2,5 MHz 1s 1,9.10" multiplicateur d'écart,
5 MHz 0,1ls 1.10™%° fréquencemetre réciproque
10 MHz

Valeurs ponctuelles

Incertitudes relatives par rapport a UTC(OP)

LIGNE 2 : MESURE DE FREQUENCE (PERIODE) (valeurs co ntinues)

Domaine de mesure

Temps de mesure

Incertitude élargie

Moyens mis en ceuvre

(k=2)

0,01 Hza 0,1 Hz .- P
(100sa105s) 6,2.10°a1,2.10
01HzalHz 100s

ki .6 . -7
(10sals) 1,2107a 1,3.10
1Hzal1l0 Hz .. -
(l saloo ms) 1,2.107a 1,3.10
10 Hz & 100 Hz R »
(100 ms a 10 ms) 1,3.10°a1,3.10
100 Hz a 1 kHz R -
(10 ms & 1 ms) 1,2.107a 1,3.10
1 kHz a 10 kHz 5. o
(1 ms a 100 ps) 10s 1,3.107a1,3.10

10 kHz a 100 kHz
(100 us a 10 pus)

100 kHz a 1 MHz
10 usa 1l us)

1 MHz & 200 MHz
(1pus &5 ns)

200 MHz a1 GHz

1,3.10°a3.10"

3.101

3.10%

3.101

Etalon a Rubidium,
fréquencemetre piloté par la
fréguence de référence locale

Incertitudes relatives par rapport a UTC(OP)

GENERATION DE FREQUENCE

Les incertitudes d'étalonnage en génération de fréquence (période) sont dégradées des incertitudes en mesure de
fréquences (périodes) et tiennent compte de la contribution du générateur.

Date de prise d'effet : 1 * mars 2008

Les incertitudes élargies sont égales a deux fois les incertitudes-

types composées
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Section Laboratoires — Accréditation n°2-1670

LIGNE 3 : INTERVALLE DE TEMPS (valeurs continues)

. Incertitude élargie .
Domaine de mesure (k=2) Moyens mis en ceuvre
01sal00s 5ns Etalon & Rubidium, fréquencemétre en
100sa 1000 s 5nsa20ns mode « Tl » piloté par la fréquence de
1000 s 210 000 s 20 ns & 200 ps reférence locale

Incertitude absolue par rapport au TA(F)

Date de prise d'effet : 1 * mars 2008

Les incertitudes élargies sont égales a deux fois les incertitudes-
types composées
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